                     
广东省质量监督3D打印及纳米材料检验站（顺德）设备采购项目（第三批）
拟采购设备技术要求及参数
（一）X射线衍射仪（XRD）
1. 用途和工作条件
1.1 设备用途：X射线衍射仪能够精确地对金属和非金属多晶样品进行物相鉴定、定量分析和结晶度分析，能够分析晶粒的尺寸和微观应力、取向度等，可以测定薄膜材料的物相、厚度、密度、粗糙度，还可以进行纳米粉末固体、液态和“液-固”悬浮态的小角散射分析，主要为材料、化工、环境、生物等领域的研究测试提供服务。
1.2 工作条件：
1.2.1电力供应：单相220V（10%），50Hz；
1.2.2工作温度：10C-40C；
1.2.3相对湿度：≤75％。

2. 技术要求
2.1 X射线光源部分
2.1.1 X射线发生器
2.1.1.1 最大输出功率：≥3kW；
2.1.1.2 额定电压：≥50kV；
2.1.1.3额定电流：≥60mA；
2.1.1.4超高频电压固态发生器, 高压稳定度：+0.005%；
2.1.2 光管类型：陶瓷X光管，Cu靶1套，Cr靶1套，可实现不停机切换点/线焦斑；
2.1.3 X射线防护：设备上有安全链锁防护装置，X射线泄露的剂量要符合国标要求；
2.1.4光管质保期24个月。
2.2 测角仪部分
2.2.1 测角仪：采用光学编码器技术与步进马达双重定位；
2.2.2 扫描方式：/模式；
2.2.3 可读最小步长：0.0001，角度重现性：0.0001；
2.2.4 扫描范围：-110～168；
2.2.5测角仪半径：不小于200mm，半径可调。
2.3 探测器部分
2.3.1 探测器模式：阵列式探测器，500微米厚传感器，可0度和90度旋转；
2.3.2 探测器计数通道：>2800个；
2.3.3 线性范围：≥1×108 cps；
2.3.4最小背景：≤1cps；
2.3.5 能量分辨率：≤380eV完全能够分辨Ka,K射线，自动过滤白光、样品荧光，测量时无需在光路上使用其他各种类型单色器；
2.3.6 具有静态扫描功能，正常工作半径下最大2≥3度；
2.3.7 提供的半导体阵列探测必须适合小角和广角测试，小角最小从0.3度开始；
2.3.8 工作模式：零维模式（点探测器），一维模式（阵列探测器），二维模式（面探测器）。
2.4 光路部分
2.4.1 所有光学附件均采用模块化设计，所有光学附件智能芯片识别、自动精确定位；
2.4.2 提供聚焦光路和平行光路，且光路切换采用全自动模式；
2.4.3 平行光路自动切换角度重复性为：2=±0.0025°，聚焦光路角度重复性为：2 = ±0.0025°；
2.4.4采用全光路自动狭缝系统：包括自动防散射狭缝、自动发散狭缝、自动接受狭缝。
2.5 应力分析附件
2.5.1 点光源，不需要使用工具安装的准直管，定位精度: ≤0.01mm；
2.5.2 双激光定位装置，不影响衍射仪的实际测量角度，可测量2≥160°。
2.6  小角附件
2.6.1 适合粉末和薄膜的固体小角散射样品台，可测量固体涂料的物相组成、各物相含量以及结晶度、晶粒尺寸等；
2.6.2 流动池小角散射样品台，包括蠕动泵，可测量液态和“液+固”悬浮液，在样品流动的状态下保持液体中的固体颗粒处于悬浮状态，测试液体涂料的物相组成、结晶度和比表面积等；
2.6.3 探测器可以1D或2D模式进行测量，大幅度提高测量效率，实现完整的散射分析。
2.7 仪器控制和数据采集系统
2.7.1 物相检索软件：含原始数据直接检索功能；
2.7.2物相定量分析：全自动编程定量分析软件，无需人工干预，软件自动进行数据处理和输出定量结果，有合法授权和制造商支持；
2.7.3 无标样晶粒大小分析及薄膜反射率分析软件；
2.7.4 应力分析软件和小角散射分析软件（需要提供详细的功能说明）；
2.7.5 正版粉末数据库，配有最新版本的ICCD国际数据中心PDF-2数据库。         
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